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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYSTEMES DE VALEURS LIMITES POUR LES TUBES ELECTRONIQUES
ET LES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS ANALOGUES
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a Zul

tenue
des
natio

2) C:rjiécisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Cof

PREAMBULE

udes ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, expriment(dans
re possible un accord international sur les sujets examinés.

s le but d’encourager cette unification internationale, la C.E.I. exprime le vceu que)tous les Comit
sédant pas encore de régles nationales, lorsqu’ils préparent ces régles, prennent‘comme base fond{
Es les recommandations de la C.E.L. dans la mesure ou les conditions nationales le permettent.

reconnait qu’il est désirable que I’accord international sur ces questions seit suivi d’un effort pour

Comités nationaux s’engagent d user de leur influence dans ce buts

PREFACE

La présente recommandation a été'établie par I’ancien Comité d’Etudes N 39, Tubes €I
sitifs 4 semiconducteurs analggues (maintenant remplacé par les Comités d’Etudes
bniques, et N° 47, Dispositifs & semiconducteurs).

La normalisation des §ystémes de valeurs limites fut décidée en 1957, au cours d’une
ich.

Un avant-projetspréparé par le Comité National des Etats-Unis fut discuté lors ¢
a Stockholmiven 1958. A la suite de cette réunion, un projet définitif fut soumis a
omités pationaux suivant la Régle des Six Mois en avril 1959. Dans leur réponsg
haux_étajent priés de préciser s’ils souhaitaient que la présente recommandation s

décisions ou accords officiels de la C.E.I. en ce qui concerne les questions techniques, préparés ﬂar des Comités

la plus grande

hités nationaux.

fs nationaux ne
imentale de ces

harmoniser les

es nationales de normalisation avec ces recommandations dans la mesure ‘ot les conditions nationalgs le permettent.

ectroniques et
No 39, Tubes

réunion tenue

I’une réunion
I’approbation
, les Comités
bit applicable
. La majorité

hbes électroniques seulement, aux dispositifs & semiconducteurs seulement, ou aux deuy

) I3

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Allemagne Japon

Autriche Pays-Bas
Belgique Royaume-Uni
Etats-Unis d’Amérique Suéde

Finlande Suisse

France Tchécoslovaquie
Italie

evait s’appli-

Union des Républiques Socialistes Soviétiqﬁes
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RATING SYSTEMS FOR ELECTRONIC TUBES AND VALVES

AND ANALOGOUS SEMICONDUCTOR DEVICES

FOREWORD

1) The formal
all the Natj

decisions or agreements of the I.LE.C. on technical matters, prepared by Technical Committees,on
pnal Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, as

national corsensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have {
that sense.

3) In order to
as yet no n
for these ru

4) The desirab
national sta
Committees

This rg
tubes and v
No. 39, Eleqg

The stg

A prel]

in Stockholnt in 1958.

for approval
asked to sta
conductor d
National Co

he form of recommendations for international use and they are accepted by the National. Commi

promote this international unification, the LE.C. expresses the wish that all National Committees
ntional rules, when preparing such rules, should use the 1.E.C. recommendations-ds the fundament:
es in so far as national conditions will permit.

lity is recognized of extending international agreement on these matters throtigh an endeavour to hap

pledge their influence towards that end.

PREFACE

commendation has been prepared by the former Technical Committee No. 39, Eled
hlves and analogous semiconductor devices (Now superseded by Technical Comi
tronic tubes and valves, and*No. 47, Semiconductor devices).

ndardization of rating\systems was first decided upon in 1957, at a meeting held in Z

minary draft prepared by the U.S. National Committee was discussed at a meetin
Asa result of this meeting, a final draft was submitted to the National Comi]
under theSix Months’ Rule in April 1959. During the voting, National Committee
¢ whether the recommendation should apply to electronic tubes and valves only, to
pviees_only, or to both. The result of the voting in this respect was that the majo
mmiftees was in favour of the recommendation applving to both electronic tubes and

which
h inter-

tees in

having
11 basis

monize

hdardization rules with these recommendations in so far as national conditions will permit. The National

tronic
hittees

urich.

b held
hittees
5 were
semi-
ity of
valves

and semiconductor devices.

The following countries voted explicitely in favour of publication:

Austria Japan

Belgium Netherlands

Czechoslovakia Sweden

Finland Switzerland

France Union of Soviet Socialist Republics
Germany United Kingdom

Italy United States of America
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SYSTEMES DE VALEURS LIMITES POUR LES TUBES ELECTRONIQUES
ET LES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS ANALOGUES

3.1

3.2

33

34

3.5

Domaine d’application

La présente recommandation est applicable aux systémes de valeurs limites utilisés pour les tubes élec-

troniques et les dispositifs 4 semiconducteurs.

Objet
L’objet de cette recommandation est de faciliter la compréhension internationale da;
des systémes de valeurs limites pour tubes électroniques et dispositifs & semiconducte

rement en ce qui concerne le partage des responsabilités entre le fabricant de dispositif;
et les utilisateurs.

Définition des termes utilisés dans la présente recommandation

Dispositif électronique. Tube électronique, transistor 6u autre dispositif 4 semicondiug

Note: Cette définition exclut les inductances, condensateurs) résistances et piéces détachées similaireq.

Caractéristique. Une caractéristique est un¢grandeur mesurable, propre 4 un dispo
grandeur peut &tre électrique, mécanique; thermique, hydraulique, électromagnétique
et peut se traduire par une valeur numérique dans des conditions indiquées ou connu
téristique peut aussi consister en un ensemble de valeurs liées entre elles, que 1’on
général graphiquement.

Dispositif électronique moyen> Dispositif dont les caractéristiques ont les valeurs nom
pour le type considéré. ‘Un dispositif électronique moyen, pour une application dé
étre recherché ennetenant compte que des caractéristiques directement utiles pour cet

ns 'utilisation
irs, particulie-
b ¢lectroniques

teur.

itif. Une telle
ou nucléaire,
es. Une carac-
représente en

nales publiées
erminée, peut
te application.

Valeur limite. Yaleur qui fixe soit une possibilité limite, soit une condition limite pour un dispositif

¢lectronique; ‘Elle est déterminée pour des valeurs spécifiées des conditions extéricure
tions de(fonctionnement, et peut s’exprimer sous toute forme adéquate.

Note;~Lgs" conditions limites peuvent étre maximales ou minimales.

Systéme de valeurs limites. Ensemble de principes suivant lesquels sont déterming

5 et des condi-

es les valeurs

limites et en régissant ’interprétation.

Note: Le systéme de valeurs limites indique comment s’effectue le partage des responsabilités entre le fabricant des
dispositifs et 1utilisateur, en vue de s’assurer que les conditions de fonctionnement ne sortent pas des limites.

4. Systeme des limites absolues

Les valeurs données dans ce systéme sont les limites concernant les conditions extérieures et les
conditions de fonctionnement applicables & tout dispositif électronique d’un type déterminé défini par
ses caractéristiques publiées, limites qui ne doivent pas étre dépassées dans les pires conditions probables.
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RATING SYSTEMS FOR ELECTRONIC TUBES AND VALVES

1.  Scope

AND ANALOGOUS SEMICONDUCTOR DEVICES

This recommendation applies to rating systems in use for electronic tubes and valves and semicon-
ductor devices.

2.  Object

The objject of this recommendation is to bring about international understanding injthe use o
system$ for electronic tubes and valves and semiconductor devices, especially in the divi
responsibility between the manufacturer of electronic devices and circuit designers.

3. Definitjons of terms used in this recommendations

3.1 Electropic device. An electronic tube or valve, transistor 6r other semiconductor device.

Note: This definition excludes inductors, capacitors, resistors amd)similar components.

3.2 Charadteristic. A characteristic is an inherent and(measurable property of a device. Such

perty

expresded as a value for stated or recognizedconditions. A characteristic may also be 3
related| values, usually shown in graphical, form.

3.3 Bogey
values

may be electrical, mechanical, thermal, hydraulic, electro-magnetic, or nuclear, and

electronic device. An electronic device whose characteristics have the published f

I rating
ion of

a pro-

can be

set of

ominal
for the type. A bogey ‘electronic device for any particular application can be obtajned by
considering only those charaeteristics which are directly related to the application.

3.4 Ratingl A value which-€stablishes either a limiting capability or a limiting condition for &n elec-

tronic
stated

Note: Limiting ‘conditions may be either maxima or minima.

in any shitable terms.

device. Itsis\determined for specified values of environment and operation, and may be

3.5 Rating| Sysfem. The set of principles upon which ratings are established ard which Cftermin
their interpretation.

Note: The rating system indicates the division of responsibility between the device manufacturer and the circuit
designer, with the object of ensuring that the working conditions do not exceed the ratings.

4. Absolute maximum rating system

Absolute maximum ratings are limiting values of operating and environmental conditions appli-
cable to any electronic device of a specified type as defined by its published data, which should not be
exceeded under the worst probable conditions.
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